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摘要(译)

一种用于检查液晶显示装置中的单元不良的检查装置和方法，其适于缩
短检查时间并提高坏像素检查工作中的工作效率以及提高修复工作的产
量。在该装置中，指示装置在所有方向上自由地移动出现在液晶显示面
板的屏幕上的光标，以获取坏像素的坐标值。文件服务器存储由指示设
备获取的坏像素的坐标值。因此，可以快速地使液晶显示面板上出现的
坏像素的坐标值获取工作缩短检查时间，并且可以自动存储所获取的坐
标值并自动传输到修复装置以改善修复工作的收益率。
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